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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Suministrar al usuario los lineamientos necesarios para construir un plan de muestreo, con
el fin de realizar la inspeccion de los atributos correspondientes a los productos
elaborados por las entidades distritales, de acuerdo a una conformidad que responda a
sus necesidades especificas.

Estas directrices podran ser aplicadas en la evaluacion de la calidad de cualquier tipo de
producto o metadato geografico y deben ser consideradas junto con los procedimientos para
dicha evaluacién.
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2. DEFINICIONES, SIGLAS Y
ABREVIATURAS

Ver:

http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capita

3. GENERALIDADES

Con el fin de realizar un correcto proceso que determine la calidad de la informacidn
geografica del Distrito Capital, el presente instructivo define los pasos a seguir tomando como
base la norma ISO 2859-1, la cual tiene como objeto especificar un sistema de muestreo de
aceptacion para la inspeccién por atributos y, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1.
Procedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 1: planes de muestreo
determinados por el Nivel Aceptable de Calidad (NAC) para inspeccion lote a lote, estipulada
por el ICONTEC.

Tenga en cuenta que el lote de muestreo estd definido, segun la NTC-ISO 2859-1, como la
cantidad definida de algun producto, material o servicio, tomada en conjunto.

3.1 INSPECCION DE CALIDAD

La inspeccion implica realizar actividades tales como, medir, examinar, ensayar o evaluar una
0 mas caracteristicas de un producto y comparar dichos resultados con parametros
especificos para establecer si se alcanza la conformidad de cada caracteristica. Existen varias
formas de realizar una inspeccién de calidad:

= Cero inspeccion (aceptar o enviar el lote sin inspeccion): Esta alternativa es adecuada
cuando el proceso que produjo el lote a inspeccionar ha demostrado cumplir
comodamente los niveles de calidad acordados.

= |nspeccion al 100%: Se debe revisar todos los productos del lote; los que no cumplen
deben ser devueltos para su ajuste. La inspeccién al 100% se utiliza cuando la capacidad
del proceso de produccion del lote es inadecuada para cumplir las especificaciones
exigidas o cuando se tienen tamafios de lote muy pequefios, que no exigen la revisién de
una muestra.

Se pensaria que la inspeccion al 100% aunque costosa es una buena estrategia para
garantizar calidad, sin embargo no es propiamente correcta, debido a que se puede caer
en la monotonia o repeticidon de actividades, que en la mayoria de los casos aumentan las
falencias del proceso de inspeccién.

» Muestreo de aceptacion (inspeccién por muestreo): Esta opcion es util cuando se tiene
una o varias de las siguientes situaciones:
- Cuando el costo de la inspeccién al 100% es demasiado alto comparado con el costo de
pasar productos defectuosos.
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capita

- En el caso en que la inspeccion al 100% no es técnicamente posible o se requiere
mucho tiempo para llevarla a cabo.

- Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del
proceso fabricante del lote sea satisfactoria.

3.2 VENTAJAS DEL. MUESTREO DE ACEPTACION

El muestreo de aceptacion respecto a las otras formas de inspeccidn tiene las siguientes
ventajas:

= Tiene menor costo porque se realiza menos inspeccion, a pesar de los costos adicionales
generados por la planificacidon y administracion de los planes de muestreo.

= Requiere de menos personal en las actividades de inspeccion, simplificando con ello el
trabajo de coordinacién y reduciendo los costos.

= A menudo reduce el error de inspeccidn y la monotonia.

= Elrechazo de lotes completos por la existencia de productos defectuosos proporciona una
motivacion al personal productor para que mejore su calidad.

Las ventajas que tiene el muestreo de aceptacién lo hacen una herramienta importante; en
este sentido, algunas organizaciones aplican inspeccién al 100% mas por tradicidon y
desconocimiento, que por una razén fundamentada, por lo que un paso importante seria
lograr que se aplicara muestreo de aceptacidn en los casos que lo ameriten.
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4. INSTRUCCION PARA LA
EvALUACION DE CALIDAD POR
NMUESTREO

PAsSO 1. DEFINA LA MAGNITUD DEL LOTE

El lote se refiere a la cantidad de productos geograficos que comparten una serie de
caracteristicas, que permitan asumir que su calidad sea homogénea, debe estar compuesto
por datos de un solo tipo, elaborados bajo las mismas condiciones durante un mismo periodo
de tiempo.

De acuerdo a lo anterior, identifique y clasifique por lotes los productos geogréficos a los
cuales les realizara el control de calidad. El tamafo de cada lote se puede determinar de
acuerdo a los rendimientos diarios establecidos en el proceso de produccién, se recomienda
generar lotes por fecha de produccidn y responsable de captura, teniendo en cuenta
igualmente, el tipo de producto que se genera, garantizando de esta forma que la cantidad de
productos que conforman el lote sea homogénea. Su conformacion y los parametros
necesarios para su revision es una tarea de comun acuerdo entre productor y el responsable
de efectuar el control de calidad.

PASO 2. ESTABLEZCA EL NIVEL DE INSPECCION

Los niveles de inspeccidn permiten identificar la cantidad de productos a examinar. Lo normal
es utilizar los denominados niveles de inspeccidn generales, dejando los especiales para casos
muy excepcionales. Dentro del nivel general existen tres posibilidades: |, Il y lll. A menos que
se especifique lo contrario, debe emplearse el nivel I, dejando los niveles | y Ill para casos de
menor o mayor discriminacion, respectivamente. Los cuatro niveles especiales de inspeccion
S1, S2, S3 y S4, pueden ser usados cuando sea necesario tomar tamafios relativamente
pequefios de muestra y cuando se puedan tolerar riesgos mayores de aceptacion de
productos defectuosos®.

El nivel de inspeccidon es definido por una autoridad responsable (Persona encargada de
coordinar el control de calidad, quien debe ser asignada para orientar esta labor y definir los
pardmetros de calidad correspondientes), lo cual le permite especificar una mayor o menor
discriminacidn segln el propdsito.

L NTC-ISO 2859-1.
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

En funcidn del nivel de inspeccién seleccionado y el tamaiio del lote a inspeccionar, la Tabla 1,
muestra el cédigo de entrada a las tablas del “Anexo I. Tablas de planes de muestreo”, las
cuales son nombradas en los siguientes pasos.

Tabla 1. Cédigos de tamaiio de muestra

CODIGOS DE TAMANO DE MUESTRA

- P NIVELES GENERALES DE
TAMANO DEL LOTE NIVELES ESPECIALES DE INSPECCION INSPECCION

DE A S1 52 S3 54 / 1 I
2 8 A A A A A A B

9 15 A A A A A B c

16 25 A A B B B c D

26 50 A B B C C D E

51 90 B B C C C E F

91 150 B B C D D F G

151 280 B C D E E G H

281 500 B C D E F H J

501 1.200 C C E F G J K
1.201 3.200 C D E G H K L
3.201 10.000 C D F G J L M
10.001 35.000 C D F H K M N
35.001 150.000 D E G J L N P
150.001 500.000 D E G J M P Q
500.001 mayores D E H K N Q R

Fuente: NTC-ISO 2859-1

PASO 3. SELECCIONE UN PLAN DE MUESTREQO

El plan de muestreo consiste en un diseio, segun el cual, se toman una o varias muestras con
el propdsito de obtener informacion que de pautas para tomar una decision acerca de la
aceptacion de calidad presente en los productos generados. La aceptacién de un lote debe
determinarse por el uso de planes de muestreo.

Para la seleccién de un tipo de plan de muestreo, se pueden considerar factores como la
eficacia de la administracién, el tipo de informaciéon obtenida por el plan, la cantidad
promedio de informaciéon y el impacto que un plan de muestreo dado pueda tener sobre el
flujo del proceso. Debe seleccionarse el plan de muestreo de acuerdo a la rigurosidad con que
desea inspeccionar el lote (simple, doble o multiple). Se puede realizar una serie de
combinaciones entre los niveles de inspeccion y los planes de muestreo, optando por la
combinacion que cumpla o mejor se acomode a las especificaciones del proyecto. A
continuacion se describen los diferentes planes de muestreo para evaluar la calidad de un
lote:
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

* Plan de muestreo simple: se tiene un tamafio de muestra (n) y un nimero de aceptacién
(Ac). Si en la muestra se encuentra Ac o menos unidades defectuosas entonces el lote es
aceptado. Por el contrario, si hay mas de Ac articulos defectuosos el lote es rechazado. Ver

= Figura 1.

Figura 1. Diagrama del plan de muestreo simple.

\ 4

Lote de Tamafio N <

\ 4

Seleccidon de muestra de tamafio n

\ 4

Inspeccion de n productos
¢Se encontraron Ac o
menos defectuosos?

I
si

A 4

‘ Se acepta el lote ‘

v

Fuente: Elaboracién Propia

——no—» Serechaza el lote

= Plan de muestreo doble: en este se toma una primera muestra de tamafio mas pequeno
que el plan simple para detectar si el lote se acepta o se rechaza. Si en la primera muestra
no se puede decidir si aceptar o rechazar el lote porque la cantidad de unidades
defectuosas ni es muy pequeia, ni muy grande, entonces se toma una segunda muestra
para decidir, teniendo en cuenta las unidades defectuosas encontradas en las dos
muestras para decidir la aceptacion o el rechazo del lote. Ver Figura 2. De esta manera, un
plan de muestreo doble esta definido por:

N = tamario de lote

n; = tamano de la primera muestra

Ac; = nimero de aceptacién para la primera muestra
n, = tamano de la segunda muestra

Ac, = niUmero de aceptacién para las dos muestra
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capita

Por ejemplo, con el plan N = 3000, n, =80, Ac; = 1, n,= 80, Ac; = 4, se puede tomar una de
las siguientes decisiones, teniendo en cuenta el comportamiento de los productos del lote:

- Aceptar el lote, cuando la cantidad de unidades defectuosas de la primera muestra (n)
sea menor o igual que 1 (Acy).

- Rechazar el lote, cuando el nimero de piezas defectuosas de la primera muestra (n;)
sea mayor que 4 (Acy).

- Tomar una segunda muestra de 80 unidades (n,), cuando el numero de piezas
defectuosas detectadas en la primera muestra (n;) sea mayor que 1 (Ac;) pero no
exceda de 4 (Ac,). Si al sumar la cantidad de unidades defectuosas en las dos muestras,
esta no es mayor que 4 (Ac,), el lote es aceptado, pero si es mayor que 4 (Ac;), entonces
el lote es rechazado.
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Figura 2. Diagrama del plan de muestreo doble
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Fuente: Elaboracion Propia
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®= Plan de muestreo multiple: es una extensién del concepto del muestreo doble, aqui se
toma una muestra inicial aln mas pequeiia que el plan simple y si ya se tiene evidencia de
muy buena o muy mala calidad se toma la decisién en consecuencia, si no, si la calidad no
es buena se toma una segunda muestra y se trata de decidir; si todavia no es posible la
aprobacién se continta con el proceso hasta tomar la decisidon de aceptar o rechazar. Si se
va a aplicar este muestreo debe tenerse en cuenta que se tiene cinco fases, de tal manera
gue, a mas tardar, se tomard una decision en la quinta etapa; pero si el lote es aprobado
antes puede que no se llegue hasta esta.

Con los planes de muestreo doble y multiple por lo general se requiere menos inspeccién que
con el simple, sin embargo, estos presentan mayor dificultad para ser administrados por su
complejidad en el desarrollo. En cuanto a seguridad, pueden ser disefiados de forma que
produzcan resultados equivalentes. Es decir, los procedimientos pueden ser disefiados de
manera que un lote con cierta calidad especifica tenga exactamente la misma probabilidad de
aceptacion bajo los tres tipos de planes de muestreo

El “Anexo I. — Tablas de planes de muestreo”, muestra los valores de aceptacién y rechazo de
unidades en los planes de muestreo sencillo, doble y multiple para tipos de inspeccién normal,
estricta o reducida (Ver Paso 5).

En resumen el plan de muestreo se define teniendo en cuenta: Tamafio del lote, Nivel de
inspeccidn, Tipo de muestreo y Porcentaje de productos o datos defectuosos aceptables.
Identificando los anteriores datos se deducen: El tamafio de la muestra, NUmero maximo de
unidades defectuosas admitidas en cada fase del muestreo y la curva operativa.

PASO 4. SELECCIONE EL METODO DE MUESTREO

El método de muestreo se refiere a cdmo se define la muestra a evaluar, y cuya funcion es
determinar que cuales de los productos debe examinarse, con la finalidad de realizar los
respectivos anadlisis y determinar la calidad de los mismos.

Existen dos tipos de muestreo: el probabilistico (Muestreo aleatorio simple, Muestreo
aleatorio sistemdtico, Muestreo aleatorio estratificado, Muestreo aleatorio por
conglomerados, entre otros) y el no probabilistico (Muestreo por cuotas, Muestreo
intencional o de conveniencia, Bola de nieve, Muestreo Discrecional, entre otros).

El mas utilizado es el denominado muestreo aleatorio simple, método probabilistico que en
este caso es el que se recomienda aplicar y que aplica cuando los elementos que constituyen
la poblacién tienen la misma posibilidad de ser evaluados. Para ello, se debe realizar una
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

seleccion al azar de los productos a ser inspeccionados, ya sea de manera manual o utilizando
una herramienta tecnolégica que permita elaborar dicha operacién.

PAsO 5. DETERMINE EL TIPO DE INSPECCION

El tipo de inspeccidn puede ser normal, estricta y reducida:

= Normal: Se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptaciéon cuando la calidad del
proceso es superior al NAC y no hay porque sospechar que el proceso no tiene un nivel
aceptable. Por este método se debe empezar la inspeccion de los lotes cuando se recibe
un producto por primera vez o cuando se desconoce la calidad del mismo.

= Fstricta: Se usa cuando el criterio de aceptacion es mas estricto que en la inspeccion
normal. Este se determina cuando la inspeccion de lotes anteriores consecutivos indican
que la calidad del proceso es inferior al NAC. Este método debe adoptarse cuando la
calidad de los productos en un determinado numero de revisiones y entregas no es
satisfactoria.

» Reducida: Cuando existe evidencia de que la calidad de la produccidn es mejor que el NAC
y que en un determinado numero de revisiones o entregas el producto es satisfactorio. En
el momento de encontrar un lote rechazado se vuelve a la inspeccién normal.

Se recomienda iniciar todo proceso de inspeccién con un tipo de inspeccién normal. Las reglas
de cambio entre los distintos tipos de inspeccidn se recogen en el Paso 8.

PAsSO 6. DETERMINE EL TAMANO DE LA MUESTRA

En primer lugar, debe conocer el tamafio de la muestra, teniendo en cuenta el tipo de
inspeccion a realizar y el cédigo de tamafio de la muestra, siguiendo las tablas del Anexo I.

Asi, por ejemplo, si se tiene un lote de 1000 elementos (N = 1000) y se quiere realizar una
inspeccidn simple normal de nivel general Il, entonces:

= El cédigo de tamaiio de la muestra es “J”, segun la Tabla 1.
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(L | -
Figura 3. Ejemplo de determinacién de Cédigo de tamaiio de muestra
CODIGOS DE TAMANO DE MUESTRA
- < NIVELES GENERALES DE
TAMANO DEL LOTE NIVELES ESPECIALES DE INSPECCION INSPECCION
DE A S1 52 S3 54 / 1 11
2 8 A A A A A A B
9 15 A A A A A B C
16 25 A A B B B C D
26 50 A B B C C D E
51 90 B B C C C E F
91 150 B B C D D 7 G
151 280 B C D E E G H
281 500 B C D E F H J
501 1.200 c c E F ¢ e ok
1.201 3.200 C D E G H K L
3.201 10.000 C D F G J L M
10.001 35.000 C D F H K M N
35.001 150.000 D E G J L N P
150.001 500.000 D E G J M P Q
500.001 mayores D E H K N Q R

Fuente: Elaboracion Propia

» La tabla de plan de muestreo a utilizar es “Planes de muestreo simple para inspeccién
normal” (Ver Anexo |: Tabla 3).

Figura 4. Ejemplo de determinacion de tamaino de muestra

Nivel aceptable de calidad, NAC, en porcentaje de ltemes no conformes o no conformidades por 100 Remes (inspecddn nommal)
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Fuente: Elaboracion Propia

= Eltamano de la muestra, segln la tabla utilizada en el item anterior, es de 80 elementos.
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Paso 7. EsTABLEZCA EL NIVEL ACEPTABLE DE
CaAauLDAD (NAC)

Una vez haya definido la muestra a la cual se le realizard el control de calidad, se debera
determinar el nivel aceptable de calidad (NAC) a utilizar, es decir, cual sera el maximo
porcentaje de no conformidad o unidades defectuosas, con que se puede considerar
satisfactorio el lote para que sea aprobadoz.

Una vez definido el NAC y conociendo el cddigo de tamafio de la muestra (Tabla 1), se
determina el numero de unidades de aceptacién o de rechazo para la aprobacion o
devolucion del lote.

Sin embargo, las tablas de planes de muestreo establecidas (Anexo 1), estan elaboradas de tal
manera que la probabilidad de aceptacién, dependa del tamafio de la muestra para un
determinado valor de NAC. Asi mismo, los valores de los NAC que aparecen, son los mas
conocidos y utilizados, por lo tanto, si para cualquier producto se designa un NAC que no
aparezca en dichas tablas, éstas no serian aplicables.

Para el ejemplo nombrado en el paso anterior, determinando un nivel aceptable de calidad
(NAC) de 1,5%, se tiene:

®= Los numeros de aceptacion (Ac) y de rechazo (Re) para un NAC de 1,5% son 3 y 4
respectivamente. Tal como lo muestra la Figura 3.

2 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Figura 5. Ubicacion de los nimeros de aceptacion y de rechazo dentro de la tabla de plan de muestreo.
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Fuente: Elaboracion Propia

Lo que indica que si durante la inspeccién de la muestra, 3 0 menos elementos resultan no
conformes el lote de 1000 elementos es aceptado; si por el contrario, durante la inspeccién de
la muestra, 4 o mas elementos resultan no conformes, el lote de 1000 elementos es
rechazado.

PAsSO 8. APLIQUE LAS REGLAS DE CANMBIO EN LOS
TIPOS DE INSPECCION

Como se recomendd en el Paso 5, se debe iniciar todo proceso de revisiéon con un tipo de
inspeccién normal. Sin embargo, durante la inspeccidon de los siguientes lotes, el tipo de
inspeccidn puede ser modificado segun la aceptacion o rechazo consecutivo de cierto nimero
de lotes.

Los procedimientos o reglas de cambio entre tipos de inspeccidon (normal, reducida o estricta)
deben aplicarse independientemente dentro de cada nivel de inspeccion que se esté
utilizando (niveles generales |, Il, lll; niveles especiales S1, S2, S3, S4). Es importante aclarar
qgue el nivel de inspeccidon debe mantenerse inamovible cuando se cambia entre inspeccidon
normal, estricta y reducida.

La Tabla 2 y la Figura 6 muestran de manera mas sencilla las reglas a utilizar en el cambio de
tipos de inspeccion.
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

If-'lchg
| L | W - - |
Tabla 2. Reglas de cambio entre tipos de inspeccion
REGLAS DE CAMBIO ENTRE TIPOS DE INSPECCION
DE A CRITERIO
Reducida Normal Se obtiene un lote rechazado
Normal Estricta Se obtienen de dos a cinco lotes consecutivos rechazados
Suspension de la Inspeccién o
Estricta revision uno a uno de Se obtienen cinco lotes consecutivos bajo inspeccion estricta rechazados
productos
Estricta Normal Se obtienen cinco lotes consecutivos sin rechazo
Normal Reducida Se obtienen diez lotes consecutivos sin rechazo

Fuente: Elaboracion Propia

Figura 6.Diagrama de aplicacion de cambio de inspeccion
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aceptados

Se mejora la calidad

PAsSO 9. REVISE LOS PRODUCTOS

Fuente: NTC-ISO 2859-1 — Elaboracidn propia

Una vez haya seleccionado los elementos a revisar, compruebe que la informacién consignada
cumpla con lo determinado en la especificacidn técnica de cada tipo de producto, la cual
establece las caracteristicas que este debe cumplir. Para efectos de un seguimiento ordenado
en la revision de los productos geograficos del distrito, el “Anexo Il. - Formato de control de
calidad de informacion geogrdfica”, muestra una lista de chequeo a diligenciar, donde se
describe si cada elemento escogido cumple o no con el contenido que debe tener y por lo

tanto, si el lote es aprobado o no.
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Aquellos datos definidos como no conformes, deben ser rechazados y retornados al personal
que los produjo con el fin de que este realice los arreglos correspondientes. Igualmente, los
lotes rechazados y presentados a una nueva inspeccién no deben analizarse hasta que se
tenga constancia de que todos los productos fueron examinados y que los encontrados como
no conformes hayan sido corregidos.

Parso 10. REALICE UN SEGUIMIENTO DE
APROBACION

Una vez consolidados los formularios de control de calidad de los productos geograficos de
la(s) muestra(s) establecida(s) por lote, se debe realizar un seguimiento al proceso de calidad,
el cual permitird, tal como se menciond en el Paso 8, aplicar las reglas de cambio en los tipos
de inspeccién, considerando la aceptacién o rechazo de cierto numero de lotes
consecutivamente. El “Anexo Ill. — Formato de control de secuencia de lotes y numero de
rechazos encontrados”, permitird llevar un registro sobre la inspeccion de las muestras de
cada lote, la aceptacion o rechazo de cada uno de ellos y los cambios al tipo de inspeccion a
gue haya lugar.
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1 Tablas de planes de muestreo.

2 Formato de control de calidad de informacién geografica.

3 Formato de control de secuencia de lotes y numero de rechazos encontrados.
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ANEXO . TABLAS DE PLANES DE MUESTREO

A0

Re
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Tabla 3. Planes de muestreo simple para inspeccidon normal

Mivel aceptable de calidad, NAC, en porcentaie de itemes no conformes o no conformidades por 100 itemes (nspecclan normal)
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use el primer plan de muestreo debajo de la flecha
use &l primer plan de muestreo arriba de la lecha
Numero de aceptacion

Namero de rechazo
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ca

Tabla 4. Planes de muestreo simple para inspeccién estricta
a2 |y Mivel aceptable de calidad, NAC, en porcentaje de itemes no conformes o no ¢onformidades por 100 itemes (inspaccien astricta)
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use el pnimer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaio de la muestra es igual o excede el tamaiio del lote lleve a cabo inspecaion 100 %,
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha
Nuamero de aceptacion

Numero de rechazo

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Tabla 5. Planes de muestreo simple para inspeccion reducida

8t |o Mivel aceptable de calidad, NAC, en porcentaje de temes no conformes o no conformidades por 100 itemes (inspaccion astricta)
EEEE%% GO0 (0015|0025 (0040 | 0065 010 | 015 | 025 | 040 | 065 10 | 15 | 25 | 40 65 10 15 25 40 65 100 | 150 | 250 | 400 | 650 (1 OCO
Eg a E.i'n.::Fha! Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re|A&c Re|Ac Re|Ac ReAc Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re |Ac Re|Ac Re|Ac Re
A 2 i M ] i M i ] [] 1 ﬂJ,}D'Iﬂ01223345639121313192?'23
B 3 o1 1 22 3|3 4|5 6|8 9|1213|1819|27 28|41 42
c 5 01 ﬂ 1 2|2 3|2 4|5 8|8 9f1213|1819|27 28|41 42| {}
ol e [ [[ 1T T T T T T H T T HTHTHTINTY To ﬂ 1 2|23|a4alss|ealiziafwe|zrmlsraz] 7| ][]
E| 13 0 1 U12 23|34|56(8 9|1213|1818|27 284142 {}
Fl 2 010 ﬂ12:334555912131319"‘- ™ | A
sl [ [TTTHTIHTIHTITTnrnrmn "v._ 0 11 2]22]3 4|5 8|8 gfiz13|1818] 1} mrmrimrimrnrit
H| 50 4o [ t2|23|34|5 6|8 8|1213|1818]
J | eo Ylo1ln ﬂ1223345539|2131319‘“~
ka2 | [T T I T T o Ulvzlzalsalseleslzafwel | (I 1ITTH T T ITTITTHTHTIT
L | 200 L R ﬂ [ 1 2|2 3|3 4|5 6|8 9|1213)1818
M| 315 L |01 [1 1 212 3|3 4|5 6|68 971213]1819
Nlsoo [ {] | {{ U [er] U1 2[z3]34]s5¢6]e afizizfrane ATtrurrtririttrantntmntuntil i
P | BOD Lbloa b1 zlz 3|3 4|5 6|8 812131818
a 1250 | 4} |0 1 [.1223345639121313196
R [2000]0 1| O 'ﬂ 12|23|3 4|56|8 9|1213|1818] 4t ot oo oy ooy ooy nTryT o a
5 | 3150 1 2

use el pnimer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaiio de la muestra es igual o excede el tamano del lote lleve a cabo inspeccion 100 %,
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Numero de aceptacion

Mumero de rechazo

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Tabla 6. Planes de muestreo doble para inspecciéon normal
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use &l primer plan de mueastreo debajo de la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o exceds el tamaho del lote lleve 3 cabo inspeccidn 100 %,
use &l primer plan de musastreo arriba de |a flecha

Mamero de aceptacion

Mamero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestrec doble de abajo, si esta disponible)

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 7. Planes de muestreo doble para inspeccidn estricta

!é %5 i.; o Ml aceptabia de calidad, NALC, en parcentaje de iemes no conformes o no conformnid sde epor 100 termes [ingpaccion gsticiz)
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use el primer plan de muestreo debajo de |a flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote lleve a cabo inspeccion 100 %.
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha
Namero de aceptacion
Numero de rechazo
use el plan de muestreo simple comespondiente (o alternativamente use el plan de muestreo doble de abajo, si esta disponible

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 8. Planes de muestreo doble para inspeccion reducida

Hivel aceplabie de calldad, MAC, en poresntaje o imes no ganformes o ne conformidades por 100 femes (INspecaon redusidal
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use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote llieve a cabo inspeccion 100 %.
use gl primer plan de muestreo arriba de la flecha

MNamero de aceptacion

Numero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el pian de muestreo doble de abajo, si esta disponible

=
5
&

=l

Re

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 9. Planes de muestreo multiple para inspeccién normal

¥ | as a2, Nivel aceptable de calidad, MAC, en porcentaje de itermes no conformes o no conformidades por 100 itemes (nspecaidn normal)

E%E £ E‘g 2% Joot0[0015 [0025|00a0]008s | 010 [ 045 [ 025 [oan [oss | 10 [ 15 | 25 [ 20 [ 65| 10| 15| 25 [ a0 [ s | 100 | 150 | 250 [ 400 | ss0
33 = shiﬁﬁcRa AcRe|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re |As Re|Ac Re|Ac Re | Ac Re |Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re |Ac Re| Az Re|Ac Re| Ac Re
A | M M [ [ M M [ [ M M _U_ * u D_ * * * T x x* T
B ﬂ ﬂ - 0 ﬂ o o - - ey + - e
C = {r {3 ++ ++ +5 e ++ ++ ++ & -+
Frimera | 2 2 IBNIENIERIENIERIEE IR IEEInEE ~ # 2| # 2| # 2| # 4|0 4|0 5|1 T |2 8412|868 16] .~

Segund] 2 | 4 O 2)0 3|0 3|1 5|1 6|3 84107 14)1118[1727
Tecern | 2 | 6 . O 2)0 3|1 4|2 6|3 8|6 1008 13(1319|1827|2028
Cusna | 2 | @ G20 3|2 5|4 7% 9|8 1211217202528 34|40 48
Cuinta | 2 10 b = 1 2|23 4|4 56 7|5 1012131818 |26 27|37 38| 56 57
Frimera | 3 s T T T T T T rn . | ® 2| 2| # 3 F A0 4|0 B |1 T2 A4 12]6 18| 1
Seginca| 3 | 6 D 2|0 3]0 3|1 5|1 6|3 8|4 10]7 14{1119[17 27

Tercera| 3 | 8 - 020 3)1 412 6|3 8|6 108 13[12319|1927(20238

cvarn | 3 | 12 021 3)2 5|4 7|5 9|9 12)1217|2025|28 34(4048

inta | 3 | 15 i - v |1 2|3 44 5|6 7|9 10]|1213|18 19|26 27 |37 38|56 57

| 5 15 | LTI T I 10T ~ | 1 |#2|% 2z|®a|#4|0al0s[17]20] ~ |~ vl 11
Segundal & 10 o210 3(0 3)1 5|1 6|3 8|4 107 14

Torcora | § | 15 . 0 2|0 3|1 42 6|3 8|6 10|86 13[1310

Cvartn | &5 | 20 0 2113|254 7|5 9|9 12|4217|2025

Cunia | 5 j a5 ) || | BN IERIENIENInEIE ™ - |1 2|3 4|4 5|6 7|9 10[1213|1819|2627 NI AN
Frimera | 8 ] . # 2% 2|® 3(# 4|0 4)0 5|1 7|29

Segurca| 8 | 16 O 2|0 3|0 31 51 6|3 8|410]7 14

Tercera | 8 | 24 . 0 2|03|1 42682 8|6 108 13[1210

Cuanz | 8 3z 0 2|1 3|2 5|4 7|5 8|91211217|2028

cunta | 8 |40 | V| V| T - d od od e 1 2|3 4|4 5|68 78 10|1213|18 18|28 27 L L L L] N

use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. 5i el tarmafio de la muestra es igual o excede el tamano del lote lleve a cabo inspeccidn 100 %.
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Nimero de aceptacion

Nimero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo doble de abajo, si esta disponible

use el plan de muestreo doble correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo miltiple de abajo, si esta disponible)

la aceptacion no esta permitida para este tamafio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 10. Planes de muestreo muiltiple para inspeccion normal (continuacién)

52 53 o'l;l'-' Mivel acaptable de calidad NAC, en porcentaje da temes no conformes o no conformidades por 100" temas (inspeceion narmmal)
;’;i 5 =4 E:E 0,040 | 0,015 | 0,025 | 0.040 (0,085 | 040 [ D45 | 025 | 040 | 085 | 10 | 45 [ 25 | 40 | 65 | 10 | 16 | 26 | 40 | &5 | 100 | 180 | 260 | 400 | €50
5;: F"'—EBAEREA-:RE Az Re| Az Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re| &c Re|fc Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Ra|Ac Re|Ac Re
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ceguncy | 20| 40 g zlao 3|0 3|1 5|1 8|3 8|4 10]7 14
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pimers | 32 | 32 - S I# 2| 2l 3|t 4|0 4|0B]|1 7]2 8] ~
Seqpacs | 32 | 64 02|osfoa|l15(1 8|3 a]ai0|7 14
Tereers | 32 | 98 - 022|031 4|2 6|3 8|610]8 131313
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ot | 32 [160 AL R L ~ 1213 4|4 5|6 7|9 10(1213]1818|26 2T o 1 [ [ T e P e R B 550 R R O O
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ouia | 80 (400 N | W - ol 2zlaalasle 7]eo|iz1a1e19]2627 L | 1 L L L L L 1 L

use el primer plan de muestren debajo de & flecha. Si el tarmano de la muestra es igual o excede el tamafo del lote lleve a cabo mspeccitn 100 %

use el primer plan de muestreo arriba de |2 flecha
Mimero de aceptacion

Mimero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo doble de abajo, si esta disponible
use el plan de muestreo doble correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo multiple de abajo, si esta disponible)
la aceptacion no esta permitida para este tamafio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital
™
o
Tabla 11. Planes de muestreo muiltiple para inspeccion normal (final)
SE:'« i sp OEQ Mivel aceptable de calidad, MAC, en poreentaje de itemes no conformes o no eonformidades por 100 itemes (inspecddn normal)
QEE § E; Eggu,nm 0,015 | 0,025 [ 0,040 [0,065| 040 | 045 | 025 | 040 | 085 | 10 | 15 | 25 | 40 | 85 | 40 | 45 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 400 | 850 |1 000
EE_ - Bef i ¥l ac re|Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re | e Re|Ac Re | Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|ac Re
Primera (125 [125 | - # 2|2 2|2 3|aaloalos|1 7|2 a] A | A A lalalasalasl - ~ | ~ 3
Segunca| 125 | 250 0 2010 230 3|1 5|1 6|3 84107 14
N | Tecera [ 125 [ 375 . 0 2|0 31 4|2 6|3 B|610]8 13(1318
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Cunta | 125 | 625 L 1 213 4|4 5|6 7T|9101213|1819(26 27
rmeajzon|200] || | | A | 1 [# 2% 2[# 3|# a0 4|0 5|1 7|2 8| ~ Tarunrrnrirrmrrun e
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P | Tercers | 200 | 800 = 0 2010 3|1 4|2 6|3 8|810] 8 131318
Cuarta | 200 | 8OO 0 2|1 3|2 5|4 7|5 a9 42{4217|20 25
Qunta | 20000 000 ¥ - o1 2|3 &4 56 T|a10[1213|18 19|26 27
Frimera | 315 3161 | . ~ | l#2|# 2% a[# 4|0 a0 5|1 7]|28]| ~ TrirnmrrrernmrrinTanr
Sequnca| 315 [ 630 0210 3|0 3|1 51 6|3 84107 14
Q| Tercera | 315 | 845 - O 2|10 3|1 4|12 63 8|6810]8 131318
Cuarta [ 315 1 260 0211 3|2 5|4 75 93121217 |2025
aunta [ 315 [1 575 ot 1 2|3 4|4 5|6 7|9 101213181826 27
Primeca | SO0 [ S00 . -"-“;“2":;-5 # 3| # 4|0 4|0 5|1 T2 89 TrTrrnrneTrrmrmrrnrmrn
Segunda | 500 (1 00 O 2|10 3(0 3|1 5|1 8|3 84107 14
R | Tercara | 500 [ 500 O 2|10 3(1 4|2 6|3 8|6 108 13[131%
Cuarta | 500 [2 000 0 2|1 3|2 5|4 7|5 9|912|1217(2025
Cunta | 5002 500 = 1T 212 4 (4 5|6 7|9 101213181826 27 L L i a L i 1 L L L L L i L L

use €l primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote lleve a cabo inspeccion 100 %,
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Numero de aceptacion

Numero de rechazo

use el plan de muestrec simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestrec doble de abajo, si esta disponible

use el plan de muestreo dable comrespondiente (o alternativamente use el plan de muestreo multiple de abajo, si esta dispanible)

la aceptacion no esta permitida para este tamaiio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 12. Planes de muestreo muiltiple para inspeccion rigurosa

o & . gg E o Mivel aceptable de calidad, MAC, en porcentaje de itemes no conformes o no conformidades por 100 itemes {inspeccidn estricta)

EE z 'EE EEE 0,010 | 0,015 | 0,025 ) 0040 | 0,065 | 0,10 | 015 | 0,25 | 040 | 085 | 1,0 1.5 25 | 40 | 85 10 15 25 40 65 100 | 180 | 250 | 400 | 650 |1 000
K= 28 hgﬁﬂcﬂeﬁcﬁe Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re | Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re
A Tinrnlrnintnirointintinintn ﬂ ﬂ LY ﬂ U 0 I I : . : : . :
=] - LS e e e e - L - L
c » +4 +4 et -4 ek -4 -+ +4 EE3 Fa
YR IEE IR IEE IR BN IERIEEIER IR IEEIE A | || & 22 2232 a|oalos|18|aw|as] ~ | |||

Segurdal 2 | 4 0 2|0 3|0 3|1 5|2 7|3 9|6 12[1017|1625

Tercara | 2 | & v 0 2|0 3|1 4|2 6|4 9|7 121117(17 24|26 36

Cusrla | 2 | B 0 201 3|2 &4 T([6 11|11 15|1622)26 31|38 45

Quinta | 2 | 10 ud 1 2|3 4|4 5|6 71011 |15 16|23 24 (34 35|52 53
NI IR I I IR I I M #2|# Z|F I|# A0 &[0 6|1 B3 A0[6 16| A T
Segurdal 3 | 8 0 2|0 3|0 3|1 &|2 7|3 8|6 12(1017[1628

Tercara | 3 | @ . 0O 2|0 3|1 4|2 6|4 8|7 12(1117|17 242635

cuarta | 3 | 12 0 2|1 3|2 5|4 7|6 11[11 16|16 22|26 3138 45

cuinta | 3 | 16 W ! 1 2|3 4|4 5|6 71011 (156 16|23 24|34 35|52 53

Fimers | 5 | & - # 2|2zl a3|lzaloaloe|1 8] ~ | ~ - T1T77
Zegurdal & | 10 0 2(0 3|0 3|1 6|27|3 9|6 12

Tercera | & 16 » O 20 3|1 412 6|4 9712|1117

Cuarla | 6 | 20 021 3|2 B[4 7|6 11|1115|1622

cuinea | &5 | 25 g |1 2|3 4|4 5|8 7|1011|1516|23 24

Frimers| & | 8 T 22|22 z2|23|2a|0aloB|18

Segundal 8 16 O 2|0 30 3|1 5|2 7|3 989|612

Tercara | 8 | 24 - O 2|0 3|1 4)2 614 8712|1117

Cuarta | 8 | 32 0O 2|1 32 5|4 7|6 11|1115|1622

Guinta | 8 | 40| ™V i e *- - o = = % 1 2|3 4|4 5|6 7101115 16)23 24 L L L i L L

use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamarfio del lote lleve a cabo inspeccion 100 %,
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Mimero de aceptacion

MNimero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestrac doble de abajo, si esta disponible

use el plan de muestreo doble correspondiente (o altemnativamente use el plan de muestreo muiltiple de abajo, si esta disponible)

la aceptacion no esta permitida para este tamaiio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Este documento es de uso confidencial
Carrera 30 No 25 -90 PBX 2347600

www.catastrobogota.gov.co

http://mapas.bogota.gov.co Pdgina 31 de 38




Ac
Re

++

Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 13. Planes de muestreo muiltiple para inspeccion rigurosa (continuacion)

5'? " . zzla E Bivel aceplable de caldad MAC, en porcenlaje de lemes ne conformes o e conformidades por 100 Remes (ingpeccian eslrcla)
Egg E %% EE 0,000 0.015| 0,025 0040 | 0065| 010 (015 | 025 (040 | 065 [ 10 | 95 | 26 | 40 | 65 | 10 | 18 | 28 | 40 | &8 | 100 | 150 | 250 | 400 | &S0 |41 000
& 7| BT Ac Re| AcRe | Ac Fe | Ac Re| Ac Re | Ac Re [ Ac Re | Ac Rie| Ac Fe | Ac Re [Ac Re| Ac Fe| Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re |Ac Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re | Ac Re | Ac Re
mimers | 13 [ 13 ] 1 M M M 1 1 - # 2| 2)# a|l# afo afoe|1a] A - Al ml sl sl s | oA
EQundal 13 | 26 0 2|0 3|0 3|1 5|2 7|3 89|62
H | tercara | 13 | 34 . no2|o 3142 e|a a7 2|17
Cuarta | 13 | 62 o 2|1 32614 7|6 1|11 I6)16 22
aunta | 13 | &8 1 2|2 ala s]e 7101118 16|2324
Frimera | 20 | 20 M Wz w2 3w a0 4]0 6|1 B A
szqurea| 20 | 40 oz|oa|lo3afl1s]2 7|3 9|62
J | Tercera | 20 | 80 = o 2|0 3|1 £]2 614 2071211117
cusra | 20 | 80 0 2|1 3|2 a4 7]e 1i|1118]|1622
aunta | 20 | 100 e ~ |1 z|a afle a)e vlio) 1818 |2 ae
Primera | 32 | 32 BRIEEIEEIEEIEE ] 11 # 2 |# 2|# J|#& 4]0 4]0 |1 8 P T rmrrrreTrimrron
sequrata| 32 | 64 v z2(o3josf1s)2 7] 9|62
K| Tercera | 32 | % - o 2fo 3|1 4|2 ela a7 121117
cusrta | 32 [ 128 o 2[4 3|lz6|[4 7)6 11]1148)1522
Qunia | 32 | 160 » 1 2|3 ¢|4 6|6 7]101]1616|2324 ]
Frimers | 60 | 50 = # 2|# 2|®3|wa|0od|oa]1 B A
sequrda| &0 | 100 o 2|0 3|0 3|1 8|27 a6 12
L | tercara | 80 | 150 - o 2|0 3|1 &2 6|4 9|7 2|1117
cuartz | 60 200 o z2|13]|25|4 7|6 11|Nn1E622
auntz | 60 250 il o1 2|2 44 56 7101|1596 23 24
Frimers | 80 | 80 @ 2| @ 2Z|# 3 |#* &0 4|0 6|18 T N
Sequrda| 80 | 160 o 2o 3o af1alz 7|3 8612
W | Tercera | B0 249 . p2fo 31 af2s|sa|72/1117
cusra | B0 320 o213z sfa 7611|1115 622
aunta | g0 400 | s e e & 1 2|3 4|4 5|6 7 |1011[1516|23 24 a Ll L L L L L L L L L

use el primer plan de muestreo debajo de la flecha, Si el tamafo de la muestra es igual o excede el tamano del lote lleve a cabo inspeccién 100 %,
use el primer plan de muestreo arriba de la flacha

Nimero de aceptacion

Numero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo doble de abajo, si esta disponible

use el plan de muestreo doble correspondiente (o alternativameante use el plan de muestreo miltiple de abajo, si esta disponible)

la aceptacion no esta permitida para esfe tamaiio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 14. Planes de muestreo multiple para inspeccidn rigurosa (final)

o & . . EJ HMivel acepiable de calidad, MAC, en parcentaje de #emes no conformes o no conformidades por 100 Bemes (inspeccién esincia)
EE i Eg Eggnmu 0015 | 0025 | 0040 [ 0065 | 090 | 095 | 025 | 040 | 085 | 10 15 25 | 40 6.5 10 15 25 40 &5 100 | 150 | 260 | 400 | &50 | 1000
# - n&"; Ac Re|AcRe|AcRe|Ac Re| Ac Re|Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re |Ac Re|Ac Re|Ac Re | Ac Re|AcRe| Ac Re] At Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re | Ac Re |Ac Re|AcRe | Ac Re|Ac Re|Ac Re
Primars | 125 | 125 7 1 5 # 2 # 2% 3|# 4|0 4|0 6|1 8| . . . . o o e - ~ ~ -~ ) *n
Sepuda) 126 | 250 o 2|0 3|0 3|1 5273 %612
M | Tencera | 126 | 376 - o 2|0 3|1 42 6|4 5712|1117
Cusrta | 126 | 500 o 2|1 3)2 6|4 7|8 M |11I6]1622
Cuirt2 | 125 | 625 1 213 4|4 5|6 710911516 (23 24
Prirara | 200 | 200 r # 2 |# 2 |# 3 % 4|0 4|0 6|1 8| .~
Segunda) 300 | 400 o 2|0 3|0 301 652 7|3 3812
F | Teces | 200 | 600 - O 2|0 a3l 402 6|4 3|7 1219117
Cuzta | 200 | §00 o201 3|2 804 7617|1116 (16 22
Cluirt= | 200 |11 000 * |1 2|3 4|4 66 F|1011|1616 |23 | _
Primara [ 316 | 316 B #F|EZZ|® 3|40 4|08 |18 h,
Sepnia) 315 | 630 o 2|0 3|0 301 52 7|3 8|6 12
Q | Temes | 315 | 945 . o210 31 402 64 9|712(1117
Cuzrta | 316 |1 2600 o021 3|2 6|4 7|61 |1116(1622
Cuirca | 316 1 678 ™~ ~ |1 2|3 ala s)ls 7|wn|1518|2324
Frivara | 500 | 500 MNMTezl#z# 2w aloaloe|rs TruTriurerrmrnrirrarornrmrmrirTrTrm
Sepunda| 500 [ 000 o |0 alo a1 62 7)3 9|6 12
R | Tencerz | 500 11 500 = o 2|0 3|1 42 64 97121117
Custa | 500 2 000 0211 3|2 5|4 7|6 1111151622
Ouires | 500 2 500 “ |1 2|3 4|4 8|6 7|1091|1516|23 24 L L L L 1 1 L L L . . i J L 1
Frimara [ 800 | 800 # 2
Segundal @00 [ 00 o2
S | Tercera | 800 2 400 o 2
Cusrta | 300 G 200 o 2
Cuirtza | 800 & 000 12

use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote lleve a cabo inspeccidn 100 %.
use el primer plan de muestrec arriba de la flecha

MNumero de aceptacion

MNumero de rechazo

use &l plan de muestreo simple correspendiente (o alternativamente use el plan de muestrec doble de abajo, si esta disponible

use el plan de muestreo daoble correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo miltiple de abajo, si esta disponible)

la aceptacion no esta permitida para este tamafio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 15. Planes de muestreo multiple para inspeccién reducida

&E,. . eo r_.%ﬂ Mivel aceptable de calidad, NAC, en porcentaje de femes no conformes o no conformidades por 100 itemes (inspeccidon reducida)

E‘%g g EE ‘:gg 0010|0015| 0025|0040 |0.085| 040 [ 015 | 025 (o040 065 | 10 | 15 | 25 |40 | 65 | 10 | 15 | 25 | 40 | &5 | 100 | 150 | 250 | 400 | 850
B | ™ | 5[ °ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re |Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re |Ac Re| Ac Re |Ac Re| A¢ Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | A¢ Re | Ac Re | Ac Re| Ac Re| Ac Re | Ac Re| Ac Re
A M ] N N M ] u ] ] M 1 U - - - . - - - - -
C B -_-______-___ 1T rntrinTr 17T --__jj__-_‘v:- - ‘0 |-I ~ 5 L . » . - . Ld . L
1] i - O U b 4 e o - Fwy 4 -+ . Fay
E RIENINE T riTriTT _--__-_--U_ L3 -O- n -B- ++ 4+ ++ +— + + ++ ++ ++ (™ T

Frimera| 2 | 2 S # Z|#® z|# 3| # 3|0 402|085 S| A

Sequncka| 2 | 4 02|10 3(0 31 41 6|2 7|3 8

Tercera| 2 | & . 0 2|0 3|1 4|25|2 749|610

cuata | 2 | 8 0 2|1 3|25|35|4 8[611]812

Cunts | 2 | 10 ¥ L 1 2|3 4|4 5|5 6|7 810111213

Frmea| 3 | 3 iB Al # 2|2 2|2 32 3]|oalo alos]

Segunch| 3 o2|oalos|14|18|l27|38

Tercora | 3 . 02|oal14|25|27[4 08810

cuata | 3 | 12 021 2|25|3s5|48[s 11212

cuma | 3 | 15 L L 1 2|3 alas|s 6|7 810111213

sl 5 05 L LT T T T T T T 7 [ T#2#z{#3les|loaloalos TTIrmrrrnTrne
sequnca| 5 | 10 o z2|lo3floal1al1a|l27]38

Tercara| 5 | 15 . o z2|loa3|l14]lzs5|27|409]s10

cuata | 5 | 20 0 z2|1alzs|as|aa|611|9 12

cumia | 5 | 35| 4 IBEIEETEEY 5 3 A1 23 4]a 5|5 8|7 8|0q1]1213 L] 1 L L 1 1

use &l primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote lleve a cabo inspeccidn 100 2.
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Mumero de aceptacidn

Mimero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo doble de abajo, si esta disponible

use el plan de muestreo doble correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo miltiple de abajo, si esta disponible)

la aceptacidn no esta permitida para este tamafio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital
[ Y o |
o
Tabla 16. Planes de muestreo multiple para inspeccion reducida (continuacion)
gd | o jn Mivel aceptable de calidad, NAC, en porcentaje de Remes no conformes o no conformidades por 100 itemes (inspeccon reducida)

?*’g; g EE ’fég o010 0018] 0,025 0,040 0085 | 010 [ 015 | 025 | 040 | 065 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 10 | 15 | 25 | 40 | &5 | 100 | 150 | 250 | 400 | 850 | 1000
H& - Ehﬂ:ﬁwkaAcRa Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re | Ac Re|Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re | Ac Re | Ac Re |Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re| Ac Re [Ac Re|Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re | Ac Re
A M 1 M M i 1 _:_ [ 1 i M 1 |'| O - M |'| ] . » " - [ - » .
B U & U " [ " . " . " v "
[ 1 - il < % O |_| 92 = ¥ » ¥ » » ® N ¥ Fa

D 4 . O U W + Es e 4 -+ +# 5 i FaY
E T TTIrnTrT N _-_-_-_'v iy L] {} _B- + =+ 4 ++ & *+ ++ ++ & ™ T 1
el 2 |2 | || LT TP T I T T alnl NN T#zlFzlzgal#ajoelozlos| x| ITTITTI
Sequncka| 2 4 O 2|0 3|0 3|1 41 6|2 7|3 8
F | Tercera| 2 ] » 0 210 3|1 4|2 5|2 7|4 98610
Cuata | 2 -] 0211 3|12 5|3 5[4 86113 12
cuinta | 2 | 10 || L 1 2|3 4[4 5|5 6|7 6[1011]1213
Fimeral & | 3 Iy M # o2 (@ 2 @ 3| @ 3|0 4]0 405 M
Sequnck] 3 [ O 2|0 2|0 31 4|1 8|2 7|38
G | Tercera| 3 a - 0O 2|0 3|1 425|274 8610
Cuata | 3 | 12 02011 325|354 8|6 11]812
cumta | 3 | 15 L L v |1 23 44 5|5 6|7 B|1011]1213
Frimeca| 5 | 5 N # 2|# 2|2 3|e3|0aloalos T
Sequnda| 5 | 10D 0200 3|0 21 (166|273 8
H |Tercara] 5 | 15 ® 02|10 3|1 4)2 52 7|4 989|610
Cuata | 5 | 20 0211 32353 5|4 8|611)49 12
T T 600 I A I A S By I S 4 Yl l12)34ls5|56|7 alio11]1213 Jfudjpuju|uju]d

use &l primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote lleve a cabo inspeccion 100 %,

use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Nimero de aceptacion
Nimero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo doble de abajo, si esta dispeonible
use el plan de muestreo doble correspondiente (o alternativamente use el plan de muestrea miltiple de abajo, si esta disponible)
la aceptacion no esta permitida para este tamario de lote

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

Tabla 17. Planes de muestreo muiltiple para inspeccion reducida (final)

= 2 A wel 2 Mivel acepiable de calidad, MAC. en porcentaje de itemes no conformes o ne conformidades por 100 itemes (inspeccion reducida)
é%} % E{g %%ED.UID 0015 0,025 |0.040 |0065) 010 | 015 | 025 | 040 | 055 1.0 1.5 25 4.0 G.5 10 15 25 40 B85 100 | 150
53: - Be '_E-'EAJ: Re|Ac Re|Ac Re |Ac Re |Ac Re| Ac Re |Ac Re | Ac Re|Ac Re| Ac Re| Ac Re|Ac Re|Ac Re|Ac Re | Ac Re|Ac Re |Ac Re | Ac Re|Ac Re | Ac Re|Ac Re|Ac Re

Primera | 50 | 50 | [0 y 1 # 2|# 2|# 3|2 3|0 4|0 4 A | i3 1B KKl % 1Rt

Sequnds) 50 (100 02030 3|1 4|1 8|27

Tarcsra | BO | 150 0 2(0 314|252 7|48

Cuarta | 50 | 200 02131253564 8|61

Guinta | 50 | 250 1 2|3 4|4 5|5 8|7 81011

Primera | B0 | BO # 2| 2|# 3|# 3|0 4|0 4|05

Segunds| g0 | 180 O 20 20 2|1 4|1 82 7|38

Tarcera | BO | 240 - 0200 31 4|2 5612 74 8610

Cuarta | B0 | 320 0211 3|2 5|3 5|4 8811912

Guinta | B0 | 400 < ol 213 404 515 6|7 8101213

Prinas | 126|126 ST T Tezlezlgaslzgafoeloalosl [ 11T T T T 0 T TITTTI T 1

Segunds| 125 | 250 0200 3|0 3|1 4|1 6273 8

Torcera | 125 | 375 | = 0210 3|1 4|2 52 7|4 8]|610

Cuaria | 125 | 500 0 2|1 3|2 5|3 S|4 8|617]9 12

CQuinta | 125 | 625 4 1 2|3 4|4 5|5 6|7 B|1011]1213

Prmens | 200 | 200 11 1# z[# z|# 3[# 3|0 a0 «|0 T HiB

sesniis| 200 | 400 o 2|0 3|0o3|1 a1 6f[z 7|3

Tercera | 200 | 600 0 2|0 3)1 412 5|2 7|4 898|810

Cuarta | 200 | 80O 0 2|1 3253 5|4 B|611|8 12

Cuinta | 200 [ 000 L L 1 2|3 4|4 5|5 6|7 810111213 i L L L L Ll L L L L L

use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Siel tamafio de la muestra es igual o excede el tamafio del lote lleve a cabo inspeccion 100 %,
use el primer plan de muestreo arriba de la flecha

Nomero de aceptacion

Numero de rechazo

use el plan de muestreo simple correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo doble de abajo, si esta disponible

use el plan de muestreo doble correspondiente (o alternativamente use el plan de muestreo maltiple de abaje, si esta disponible)

la aceptacion no esta permitida para este tamafio de lote

Fuente: NTC-ISO 2859-1
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

ANEXO II. FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACION
GEOGRAFICA

CONTROL DE CALIDAD DE INFORMACION GEOGRAFICA

Dependencia: Area Técnica:
Proyecto / Linea de produccién:
Tipo de producto:
Nivel de Inspeccion: Plan de Muestro: Método de Muestreo:
Tipo de Inspeccion: Nivel Aceptable de Calidad:
Lote No.: Muestra No. Fecha de Captura:
Tamaiio del lote: Tamafio Muestra: Fecha de Revision:
Unidad Muestral Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 Variable 6 Variable 7 Variable 8 Variable 9 Numero de rechazos
Cédigo del producto C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC de la muestra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*Cumple (C), No Cumple (NC) LOTE ACEPTADO: Sl NO
Realizé el Control de Calidad
Realizé Correcciones
Verifico las Correcciones
Hoja __de

Fuente: Elaboracion Propia.
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Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

ANEXO ll. FORMATO DE CONTROL DE SECUENCIA
DE LOTES Y NUMERO DE RECHAZOS

ENCONTRADOS

CONTROL DE SECUENCIA DE LOTES Y NUMERO DE RECHAZOS ENCONTRADOS

Nivel de Inspeccidn: Plan de Muestreo
Método de Muestreo: Nivel Aceptable de Calidad:
No. de no No. de
No. del Lote Tamafio del conformidades Tipo d.e’ Codlgo~de Tamafio(s) de Rechazo(s) A
Lote Inspeccion Tamaiio la muestra(s) del Plan de
encontradas
Muestreo (Re)

Observaciones:

Fuente: Elaboracion Propia.

Estos formatos se encuentran ubicados dentro del repositorio en la siguiente ruta: \\Prowin01\4.0
Estdndares\4.1 Calidad de los Datos\4.1.2 Formatos
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